Prancha 3: i) Diedros retos e o mecanismo de movimento de falha. (a) Visdo perspectiva. (b) Plotagem estereoscopica,
hemisfério inferior. F, plano de falha; A, plano auxiliar; n, normal ao plano de falha (vetor unitario); s, vetor unitario de
mivimento em (a), estriareversa destral em (b); B, intersec¢ao dos planos A e F; P, diedro compressivo; T diedro distensivo.
Retirado de Angelier (1994).

ii) Exemplos comuns de sistemas conjugados de falhas, representados como tragos ciclograficos (grandes circulos) com
vetores de movimento representados como polos (pontos e flechas). (a) Falhas dip-slipnormais. (b) Falhas reversas dip-
slip.(c) Falhas strike-slip verticais. A esquerda: estereogramas (projecdo de Schimidt, hemisfério inferior). Principais
cixos dctensdo: o1, 62 ¢ 63. Retirado de Angclicr (1994).
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Prancha 4: i) Principio do método dos diedros retos. Proje¢do em rede estereografica de Schimidt, hemisfério inferior.
(a) e (b) Caso simples de duas falhas com o resultado mostrado em (c). Linha superior: Aplicagdo grafica, com
mecanismos de falha ou terremotos (pontilhado — diedro compressivo, preto — diedro distensivo); dominios de
incompatibilidade deixados em branco em (c). Linha inferior:aplicagdo numérica, com porcentagens (total
compatibilidade para compressdo = 0, total compatibilidade para distensdo = 100, incompatibilidade maxima = 50).
Retirado de Angelier (1994).

ii) Critérios usados no trabalho de campo para determinagdo de movimento em superficie de falha, mostrados no
exemplo como falhas normais dip-slip. O critério pode ser aplicado em qualquer tipo de movimento. (A) Degraus
minerais. (B) Marcas tectonicas de objeto. (C) Cisalhamento de Riedell. (D) Picos estiloliticos. (E) Facetas alternadas
polidas e asperas. (F) Fendas tensionais. Modificado de Angelier (1994).
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